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Japanese Pattern Contest by Sonderegger AG

Beitrag «Deconstructing Pattern» von Mark Frederick Chapman zum Wettbewerb «Japanese Pattern
Contest» ausgeschrieben von der Firma Sonderegger AG.

Von allen zehn ausgewéhlten Beitrigen wurden Fotos gemacht. Die Beitrdge sind Laser geschnitten in
schwarzen Halbkarton.

http://sonderegger.ch/Produkte/JapanesePatternContest

Fotos © Sonderegger AG
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